




























































专利名称(译) 评估颗粒的方法

公开(公告)号 US20060063146A1 公开(公告)日 2006-03-23

申请号 US10/533324 申请日 2003-10-31

[标]申请(专利权)人(译) LARSEN RASMUSÐ
HANSEN FRANS EJNERř

申请(专利权)人(译) LARSEN RASMUSÐ
HANSEN FRANS EJNERř

当前申请(专利权)人(译) CHEMOMETEC A / S

[标]发明人 LARSEN RASMUS DINES
HANSEN FRANS EJNER RAVN

发明人 LARSEN, RASMUS DINES
HANSEN, FRANS EJNER RAVN

IPC分类号 C12Q1/70 C12Q1/68 G01N33/53 G01N33/567 G01N33/543

CPC分类号 G01N33/54313

优先权 200201653 2002-10-31 DK

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及用于评估样品中颗粒的质量或数量参数的成像方法，其中所
述颗粒含有少于106个分析物可检测位置。该方法包括1）将样品与能够
结合分析物位置的靶向物质和标记试剂混合，2）将样品布置在暴露域
中，允许来自样品的电磁信号传递到外部，3）暴露表示所述信号在检测
元件阵列上，其中所述表示经历线性放大，使得检测元件阵列上的线性
维度的图像与曝光域中的原始线性维度的比率小于20 ：1,4）通过所述检
测元件检测表示为强度，5）处理强度以识别颗粒，以及6）获得质量或
数量参数。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/59a736ac-ec28-40af-aed9-fd6ca5691335
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032187130/publication/US2006063146A1?q=US2006063146A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220060063146%22.PGNR.&OS=DN/20060063146&RS=DN/20060063146

